


























































专利名称(译) 分析芯片

公开(公告)号 US20070178521A1 公开(公告)日 2007-08-02

申请号 US10/592748 申请日 2005-03-15

[标]申请(专利权)人(译) SAKAINO YOSHIKI
须藤由纪夫
ABE义彦
杨波

申请(专利权)人(译) SAKAINO YOSHIKI
须藤由纪夫
ABE义彦
YANG BO

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 SAKAINO YOSHIKI
SUDO YUKIO
ABE YOSHIHIKO
YANG BO

发明人 SAKAINO, YOSHIKI
SUDO, YUKIO
ABE, YOSHIHIKO
YANG, BO

IPC分类号 G01N33/53 C12M3/00 B01L3/00 G01N33/48 G01N33/52

CPC分类号 B01L2300/0887 B01L2400/0409 B01L3/5023 B01L2300/0864 B01L2300/0681 B01L2300/0816 B01L3
/502753

优先权 2004073965 2004-03-16 JP
2004215302 2004-07-23 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种用于分析样品的一种或多种组分的综合测定芯片，其包括：（1）一
种或多种用于预处理样品的预处理元件; （2）一种或多种多层干燥测定
元件，能够测定预处理样品的一种或多种组分; （3）提供连接预处理元
件和多层干测定元件的一个或多个流动通道。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/79a1fbcf-c441-491b-919d-eab6cd67bced
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034975712/publication/US2007178521A1?q=US2007178521A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220070178521%22.PGNR.&OS=DN/20070178521&RS=DN/20070178521

